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1.1. Skaningowy Mikroskop Elektronowy Skaningowy Mikroskop Elektronowy 
FEI Quanta 3D FEGFEI Quanta 3D FEG

•• ObrazowanieObrazowanie

•• EDSEDS

•• Cięcie FIBCięcie FIB

2.2. Transmisyjny Mikroskop ElektronowyTransmisyjny Mikroskop Elektronowy
FEI FEI TitanTitan G2 60G2 60--300300

•• ObrazowanieObrazowanie TEMTEM

•• Obrazowanie STEMObrazowanie STEM

•• EDSEDS



Quanta Quanta 

SEMSEM



Łodyga trawyŁodyga trawy



Nanorurki węgloweNanorurki węglowe



GrafitGrafit



Nanocząstki Nanocząstki InPInP



MechMech
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Sól kuchennaSól kuchenna

Kulka CaCOKulka CaCO33

KrystalicznyKrystaliczny

cholesterolcholesterol
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Quanta Quanta 

EDSEDS



ElementElement WtWt %% At %At %

C KC K 0.590.59 3.373.37

O KO K 0.550.55 2.362.36

SiKSiK 0.150.15 0.370.37

SbLSbL 0.150.15 0.080.08

MnKMnK 0.150.15 0.180.18

FeKFeK 0.150.15 0.190.19

CoKCoK 0.080.08 0.100.10

NiKNiK 0.140.14 0.160.16

GaKGaK 47.3147.31 46.6446.64

AsKAsK 50.7450.74 46.5546.55

TotalTotal 100.000100.000 100.000100.000

Epitaksjalna warstwa Epitaksjalna warstwa GaAsGaAs



Trawa z naniesioną krzemionkąTrawa z naniesioną krzemionką

SESE CC SiSi OO



SESE

AlAl

CC

TiTi

OO

Uszkodzony nośnik XPSUszkodzony nośnik XPS



Kulki CaCO3Kulki CaCO3

CCCaCa

SESE OO



Powierzchnie trące staliPowierzchnie trące stali
FeFe

OO

Fe+OFe+O



Quanta Quanta 

FIBFIB
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Próbka 6HPróbka 6H--SiC gotowa doSiC gotowa do

badania TEMbadania TEM



StrukturyStruktury

spintronicznespintroniczne



Testy rozdzielcze (operatora) FIBTesty rozdzielcze (operatora) FIB



TitanTitan

TEMTEM



Nanocząstki Nanocząstki 

metalicznemetaliczne

w matrycy w matrycy 

SiOSiO22



KrzemionkaKrzemionka

SBA15SBA15



Krzemionki porowateKrzemionki porowate



Badanie krystalografii nanocząstekBadanie krystalografii nanocząstek



Badanie krystalografii nanocząstekBadanie krystalografii nanocząstek



BakteriofagiBakteriofagi



Nanocząstki Ag z Nanocząstki Ag z 

warstwą lipiduwarstwą lipidu



NanoAgNanoAg

krystalografiakrystalografia



Porowata krzemionka zPorowata krzemionka z

nanorurkami węglowyminanorurkami węglowymi



Przekrój przez epitaksjalnąPrzekrój przez epitaksjalną

warstwę warstwę GaAsGaAs



TitanTitan

STEMSTEM



Krystaliczne nanocząstki AgKrystaliczne nanocząstki Ag



Katalizator PdKatalizator Pd--Zn/CZn/C





Element Weight % Atomic %

C(K)   58.24 90.73

Zn(K)  17.41 4.98

Pd(K)  24.33 4.27





krystalit krystalit 

PdZnPdZn





Rozkład wielkości cząstek Rozkład wielkości cząstek PdZnPdZn



Katalizator Katalizator KCoOxKCoOx/CeO2/CeO2





CoCo33OO44 CeOCeO22



Zdjęcie STEMZdjęcie STEM Zdjęcie TEMZdjęcie TEM



=

= Fragment Fragment 

mapowanej mapowanej 

próbkipróbki

=



PodsumowaniePodsumowanie::

»» MikroskopiaMikroskopia elektronowaelektronowa pozwalapozwala nana osiągnięcieosiągnięcie bardzobardzo
duŜychduŜych powiększeńpowiększeń ii obserwowanieobserwowanie obiektówobiektów ww skaliskali
atomowejatomowej

»» MoŜliweMoŜliwe zastosowaniazastosowania dodo szerokiejszerokiej gamygamy materiałów,materiałów, odod
roślinroślin ii wirusówwirusów popo półprzewodnikipółprzewodniki ii kompozytykompozyty

»» DziękiDzięki metodommetodom spektroskopowymspektroskopowym takimtakim jakjak EDSEDS moŜnamoŜna
określićokreślić składskład ii rozłoŜenierozłoŜenie pierwiastkówpierwiastków ww danejdanej próbcepróbce orazoraz
oszacowaćoszacować jakiejakie związkizwiązki chemicznechemiczne budująbudują materiałmateriał

»» DyfrakcjaDyfrakcja elektronówelektronów orazoraz zastosowaniezastosowanie ww obrazowaniuobrazowaniu FFTFFT
pozwalapozwala nana zbadaniezbadanie właściwościwłaściwości krystalograficznychkrystalograficznych
badanegobadanego materiałumateriału


